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Descriptores B.O.E.

Conocimientos

de sistemas en chip. Nucleos y modulos IP. Codisefio

hardware-software.Intercambio de nucleos. Estandares. Sistemas reconfigurables.

Temario

1.Introduccién alos sistemas en un Chip ..o (6h)
1.1.Evolucion de las metodol ogias de disefio

1.2.Metodologias de disefio en SoC

1.3.Codisefio hardware/software

1.4.Librerias de nucleos y moédulos

1.5.Reutilizacion de médulos I P.

2.Metologia de disefio paraNUCIEOS .........ccceeeereeieecieseee e (6h)
2.1.Flujos de disefio en SoC

2.2.Guias parareutilizar disefios

2.3.Proceso de disefio para nucleos soft y firm

2.4.Proceso de disefios para nucleos hard

2.5.Metodol ogias de disefio para memorias y nucleos anal 6gicos
2.6.Integracion del sistema

3.Aspectos sobre sincronismo en sistemas digitales.............cceeeeeeennene (7h)

3.1.Introduccién

3.2.Skew dereloj y prestaciones de circuitos secuenciales
3.3.Circuitos autotemporizados

3.4.Sincronizadoresy arbitros

3.5.Generadores de reloj y sincronizacion

AVE Lo "ot Lo a0 (< o (1< < [0 JPUAR RO (4h)
4.1.Vdidacion anivel de nlcleo

4.2 Vdidacion anivel deinterfaz entre nlicleos

4.3.Validacion anivel de chip

5.Test de Sitemas €N UN ChiP ..c..eceeceeceecececece e (5h)
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5.1.Test de médulos IPs digitales

5.2.Test de memorias integradas en €l chip
5.3.Test de nucleos anal 6gicos mixtos
5.4.0tros aspectos del text

Conocimientos Previos a Valorar

Herramientas software para € disefio de circuitos integrados y sistemas electronicos, circuitos
hibridos, etc. Sistemas especiaes parael tratamiento de lainformacion.

Objetivos

El principal objetivo esrealizar unarevision del estado actual del disefio y el test de sistemas en un
chip (SoCs), estructurandose esta asignatura en dos partes bien diferenciadas. En la primera parte,
dedicada a disefio de SoCs, se hace hincapié en e flujo de disefio de IPs, asi como en la
validacion de estos disefios. También se adentra en el estudio de la metodologia de disefio para
memorias integradas en €l chip y los nlcleos anal 6gicos, ya que ambos constituyen una parte muy
importante del disefio de SoCs. En cuanto a la validacion del disefio, el objetivo se centra en los
aspectos concretos enfocados a la verificacion de los nicleos IPs y de sus interfaces, asi como ala
verificacion anivel de sistema.

En la segunda parte, €l estudio se centra en el test de SoCs. En este apartado se hace un énfasis en
el test de memorias integradas en el chip, asi como €l test de nlcleos anal 6gicos y mixtos.

Metodologia de la Asignatura

Al tratarse de una asignatura que contiene una parte tedrica y otra préctica, los medios a utilizar
son de diversa naturaleza. La parte tedrica se impartira utilizando medios esténdar (pizarra,
transparencias y proyector). Por otro lado la parte practica se desarrolla en e laboratorio y hace
uso de herramientas CAD para disefio y verificacion electronica, asi como otra informacion
relacionada disponible en Internet.

Evaluacién

La parte tedrica de la asignatura se evaluara sobre la base de la realizacion de g emplos de clase
gue seran entregados por € profesor. La evaluacion final se hara con un examen sobre conceptos
basicos de la materia impartida. La parte tedrica de la asignatura tendra un peso del 60% de la nota
final de la asignatura, siendo requisito indispensable para aprobar la asignatura superar ambas
partes de forma independiente. Las practicas se evaluaran en funcion del grado de conclusion de
las tareas asignadas a cada alumno. Asi, e alumno que complete e disefio e implementacion del
modulo asignado recibira una calificacion proporcional ala calidad del producto final. Ademés se
valorara la capacidad de adaptacion al trabajo en grupo por parte de cada alumno en la Gltima parte
de las practicas. La parte practica de la asignatura tendra un peso del 40% de la nota final de la
asignatura, siendo requisito indispensable para aprobar la asignatura superar ambas partes de
formaindividual.

Descripcion de las Précticas

Practica 1. Presentacion del 1aboratorio ..........ccooeveeererenccneneenene (ah)
Préctica 2. Introduccion al lenguaie Verilog ........ccoeevereeenevenecseenenne (3h)
Practica3. Mangjo de NUCIEOS IPS .........ccoieieieiiieseseeeeee e (3h)
Practica 4. Realizacion de unas especificaciones de verificacion .... (2h)
Practica 5. Construccion de un banco de pruebas..........cccccevvvevvennene. (6h)
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